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Inventia se referd la producerea elementelor mag-

netice utilizate in marcile de identificare, marcatoare,
etichetele atasate, aplicate in diverse domenii pentru
protectia contra falsificarilor, identificarea produca-
torilor de marfuri, confirmarea autenticitatii obiec-
telor, in particular a documentelor, pentru inventariere
etc.

Elementul magnetic pentru marca de identificare
constd din cel putin un segment de microconductor,
format dintr-un fir din aliaj feromagnetic acoperit cu
invelis de sticla, totodatd segmentul de microcon-
ductor este executat cu partile frontale tratate termic
si slefuite, iar lungimea lui L este determinatd de
relatia:

0,1d x 10%/(d¥D?) < L < 0,5d x 10*/(d¥D?),
unde:

d — diametrul firului microconductorului,

D - diametrul invelisului de sticla al microcon-
ductorului.

Procedeul de confectionare a elementului mag-
netic pentru marca de identificare consta in turnarea
din topiturd a microconductorului, format dintr-un fir
de aliaj feromagnetic acoperit cu un invelis de sticla, si
taierea microconductorului in segmente. Segmentele
obtinute se aduna intr-un toron, se fixeaza, apoi
toronul se taie in segmente, concomitent partile
frontale ale acestor segmente se supun tratdrii termice

2
si slefuirii la o temperaturd cu 20...100°C mai mare
decat temperatura de cristalizare pentru aliajele cu
microstructura amorfa si temperatura de recristalizare
pentru aliajele cu microstructurd microcristalina si
cristalina amorfa; totodatd taierea, tratarea termica si
slefuirea segmentelor microconductoarelor in toroane
se efectueazd cu ajutorul unei scule aschietoare in
procesul unei operatii tehnologice, regimurile careia
sunt stabilite de ecuatiile:
T=k-V.Y,
V=n-D-N,
2=PIS,

unde:

T — temperatura de incélzire a partilor frontale ale
microconductorului la tdiere;

k — coeficientul de degajare a caldurii la taiere;

V — viteza de tdiere;

2. — efortul unitar de taiere;

N — frecventa de rotire a sculei agchietoare;

D; — diametrul sculei aschietoare;

P — efortul depus la scula agchietoare;

S — suprafata de contact a sculei agchietoare cu
toronul de microconductoare.

Revendicari: 5

Figuri: 1
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Descriere:

Inventia se referd la producerea elementelor magnetice utilizate in marcile de identificare,
marcatoare, etichetele atasate, aplicate in diverse domenii pentru protectia contra falsificarilor,
identificarea producatorilor de marfuri, confirmarea autenticititii obiectelor, in particular a
documentelor, pentru inventariere etc.

Prin marca de identificare, marcator, eticheta atagata (in continuare - marcd) se intelege in general
un dispozitiv, cel putin unul din elementele caruia este un element magnetic din aliaj feromagnetic,
avand forma geometrica definita si servind in calitate de identificator [1].

Una din variantele de executare a acestui element magnetic il constituie segmentul de
microconductor, care contine un fir din aliaj feromagnetic, acoperit cu un invelis de sticla. in calitate de
aliaje feromagnetice se utilizeaza aliaje pe baza cobaltului (Co) sau aliaje pe baza fierului (Fe).

Este cunoscuta o marcé de identificare din aliaj feromagnetic, care in procesul utilizarii se aplica pe
suprafata sau in articolul propriu-zis, iar pentru determinarea prezentei ei se amplaseaza Intr-un camp
elecromagnetic alternativ dispozitive de identificare, de exemplu un detector. Sub actiunea campului
magnetic alternativ exterior elementul magnetic al marcii de identificare se remagnetizeaza, emitand un
impuls electromagnetic de replica, care induce impulsul de tensiune in bobina de citire a detectorului, se
inregistreaza, se prelucreaza si se transmite intr-un dispozitiv de semnalizare.

In calitate de element magnetic al marcii de identificare este utilizat un microconductor executat din
aliaj pe baza cobaltului. Microconductorul contine un fir din aliaj feromagnetic, care consta din cobalt
(Co), fier (Fe), mangan (Mn), bor (B) si siliciu (Si) selectate intr-un raport procentual diferit, manifesta
la remagnetizare proprietati bistabile magnetice si se caracterizeaza practic prin bucla de histerezis
rectangulard. Firul microconductorului este acoperit cu un invelis de sticld, diametrul caruia este in
intervalul de la 5 pana la 35 um.

Confectionarea microconductorului se realizeaza prin incélzirea aliajului amplasat intr-un tub de
sticla pana la temperatura de topire, la care se produce de asemenea inmuierea materialului tubului si
ricirea ulterioard a tubului capilar cu aliaj. In continuare microconductorul se taie in segmente care se
utilizeaza in calitate de elemente magnetice ale marcilor.

in procesul de confectionare in functie de regimurile de temperaturd si timp se poate obtine un aliaj
avand o microstructura cristalind sau microcristaling, cristalina amorfa, amorfa [2].

Dezavantajele acestei marci de identificare constau in crearea unui element magnetic, semnalul de
replica al caruia la actiunea campului magnetic exterior poseda un nivel insuficient de inalt, ceea ce
impiedica inregistrarea marcii.

De asemenea se cunoaste o marcd de identificare si procedeul de confectionare a elementului
magnetic al marcii de identificare, care contine cel putin unui segment de microconductor cu o
magnetostrictiune practic nuld, avand un fir din aliaj feromagnetic acoperit cu un invelis de sticla.
Microconductorul dat este executat dintr-un aliaj pe baza cobaltului cu un continut procentual diferit de
Co, Fe, Mn, B si Si, ceea ce conditioneaza microstructura diversa a lui. Procedeul de confectionare a
elementului magnetic se realizeaza prin turnarea din topiturd a microconductorului, avand un fir din
aliaj feromagnetic, acoperit cu un invelis de sticld, si tdierea microconductorului in segmente. Marcile
de identificare sunt executate din segmentele de microconductor obtinute, utilizind un segment sau
cateva segmente unite prin diferite moduri [3].

Dezavantajele acestei marci de identificare constd in nivelul insuficient de inalt al semnalului de
replica al elementului magnetic, obtinut prin procedeul descris, la actiunea campului magnetic exterior,
ceea ce limiteazd zona de detectare a marcii, impiedica inregistrarea ei si sporeste probabilitatea de
eroare, segmentele de microconductor posedda o fluctuatie mare a cdmpului remagnetizabil, ceea ce
limiteaza posibilitatea de utilizare a unui numar mare de elemente in marca.

Pentru extinderea zonei de detectare a marcilor, elementul magnetic al carora este executat sub
forma de segment de microconductor, este necesar ca impulsul de tensiune, indus in bobina de citire a
detectorului sa fie cat mai mare posibil, iar la utilizarea catorva segmente de microconductor cu forta
coercitiva diferitd — probabilitatea de eroare la citire sa fie cat mai mica.

Este cunoscut ca amplitudinea impulsului de remagnetizare i, prin urmare, amplitudinea impulsului
de tensiune, indus de catre segmentul de microconductor in bobina de citire a detectorului, depinde de
urmatorii factori:

1) cantitatea de material feromagnetic, care participa la remagnetizare, determinatd de lungimea
segmentului si diametrul firului;

2) viteza de remagnetizare, adicd viteza de miscare a peretelui de furnal in segmentul de
microconductor, care este legata de proprietatile materialului firului i marimea tensiunilor mecanice in
fir, create de Inveligul de sticld, marimea tensiunilor depinzand de raportul dintre diametrele firului si
invelisului de sticld;
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3) starea partilor frontale ale segmentului de microconductor, de care depinde structura magnetica a
capetelor segmentului, prin urmare, cantitatea de material care participa la remagnetizare, precum si
energia de formare a nucleelor de remagnetizare.

In solutia cea mai apropiati este relevatd existenta functiei inverse dintre segmentul
microconductorului si cerintele fatd de sensibilitatea sistemelor electronice de observare a obiectelor.
Cu toate acestea, autorii prezentei inventii nu au efectuat analiza factorilor care influenteaza asupra
acestei functii, ceea ce provoacad dubii motivate la justetea afirmatiei expuse.

Problema pe care o rezolva aceasta inventie este crearea pentru o marca de identificare a unui
element magnetic in forma de segment de microconductor de o lungime optima, care sa asigure un nivel
inalt al impulsului de tensiune, indus in bobina de citire a detectorului, care apare la remagnetizarea
elementului magnetic in cAmpul magnetic alternativ exterior, elaborarea unui procedeu de confectionare
a unui asemenea element magnetic, care sa asigure atingerea rezultatului dorit.

Inventia inlatura dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ca elementul magnetic pentru marca
de identificare constd din cel putin un segment microconductor, format dintr-un fir din aliaj
feromagnetic acoperit cu invelis de sticla. Segmentul microconductor este executat cu partile frontale
tratate termic si slefuite, iar lungimea lui L este determinata de relatia:

0,1dx 10%/(d*/D? < L <0,5d x 10°/(d¥/D?),

unde:

d — diametrul firului microconductorului;

D — diametrul invelisului de sticla al microconductorului.

Aliajul feromagnetic are o microstructura microcristalind, cristalind amorfa sau amorfa.

Procedeul de confectionare a elementului magnetic pentru marca de identificare consta in turnarea
din topiturd a microconductorului, format dintr-un fir din aliaj feromagnetic acoperit cu un invelis de
sticld, si taierea microconductorului in segmente. Segmentele obtinute se aduna intr-un toron, se
fixeaza, apoi toronul se taie in segmente, concomitent partile frontale ale acestor segmente se supun
tratarii termice si slefuirii la o temperaturda cu 20...100°C mai mare decat temperatura de cristalizare
pentru aliajele cu microstructurd amorfa si temperatura de recristalizare pentru aliajele cu
microstructura microcristalind si cristalind amorfa; totodatd taierea, tratarea termicd si slefuirea
segmentelor microconductoarelor se efectueazda cu ajutorul unei scule aschietoare in procesul unei
operatii tehnologice, regimurile careia sunt stabilite de ecuatiile:

T=k-V-;
V=r-Dy-N;
2=P/S;

unde:

T — temperatura de incélzire a partilor frontale ale microconductorului la taiere;

k — coeficientul de degajare a caldurii la taiere;

V — viteza de taiere;

2. — efortul unitar de taiere;

D; — diametrul sculei aschietoare;

N — frecventa de rotire a sculei aschietoare;

P — efortul depus la scula agchietoare;

S — suprafata de contact a sculei agchietoare cu toronul de microconductoare. in calitate de sculd
aschietoare se utilizeazi o frezd de diamant. Toroanele microconductoarelor sunt executate cu diametrul
de 3...30 mm si lungimea de 100...1000 mm.

Rezultatul inventiei consta in crearea unui element magnetic pentru marca de identificare in forma
de segment de microconductor cu o lungime fixatd, care emite un impuls de remagnetizare cu
amplitudine mare, drept rezultat se mareste zona de detectare a marcii.

Amplitudinea de remagnetizare in campul magnetic alternativ este cu atat mai mare, cu cat este mai
mare cantitatea de material care participa la remagnetizare.

La producerea elementelor magnetice a segmentelor de microconductor trebuie sa se tind cont de
structura magnetica specifica a lor. Structura magnetica a microconductoarelor bistabile consta dintr-un
singur domeniu — o regiune cu momente magnetice orientate paralel, care ocupa cea mai mare parte din
volumul segmentului si domenii de blocare la capetele segmentului, care reduc energia polilor si, prin
urmare, amplitudinea impulsului de remagnetizare.

Marimea si, respectiv, volumul domeniilor de blocare, pe de o parte, depinde, in particular, de
energia magnetoelastica, adicd de mdrimea si semnul magnetostrictiunii §i de marimea tensiunilor
mecanice elastice in firul microconductorului. Tensiunile mecanice elastice, care apar in firul
microconductorului ca urmare a diferentei coeficientilor de dilatatie termicd a metalului si sticlei,
proportionale raportului patratelor diametrului firului i diametrului total al microconductorului — d?/D?,
micsoreaza dimensiunile i volumul domeniilor de blocare. Cu cat mai mare este produsul marimilor
magnetostrictiunii la tensiunea mecanica elastica, cu atat mai mare este energia magnetoplastica si cu
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atat mai mici sunt domeniile de blocare. Pe de alta parte, volumul domeniilor de blocare de asemenea
este legat de diametrul firului — cu cat mai mare este diametrul firului, cu atat mai mare este volumul
specific al segmentului. Astfel, lungimea domeniilor obturatoare este proportionald cu raportul
d/(0¥D?).

La lungimea L a segmentului egald sau mai micd decat lungimea domeniilor de blocare,
proprietatile bistabile si forma rectangulard a buclei de histerezis dispar, amplitudinea impulsului se
micgoreaza considerabil §i, prin urmare, lungimea minima a segmentului este limitatd de jos, unita cu
diametrul conductorului si cu grosimea invelisului de sticla.

Autorii au stabilit ci lungimea L a segmentului trebuie si fie: 0,1 d/(d¥D?)+L, unde coeficientul 0,1
este obtinut pe cale empirica.

Lungimea L a segmentului microconductorului este limitatd si de sus, intrucat la lungimi L mari,
care depasesc o anumitd valoare limita, sporeste esential fluctuatia fortei coercitive, deoarece creste
gradientul de neomogenitate a cdmpului magnetic exterior in care se afla segmentul, precum si sporeste
probabilitatea de remagnetizare cu doud sau mai multe salturi Barkhausen, totodatd impulsul se
divizeaza in doud sau mai multe impulsuri cu o amplitudine mai mica.

Mai mult decat atat, la lungimea segmentului mai mare decdt valoarea limitd sporeste
probabilitatea de deformare a lui la amplasarea pe sau in articol, ceea ce conduce la faptul ca diferite
parti ale segmentului se afld intr-un camp magnetic neomogen si remagnetizarea lor se efectueazd nu cu
unul, ci cu mai multe salturi Barkhausen.

Autorii au stabilit ci lungimea L a segmentului trebuie sa fie: 1<0,5 d/(d/D?), unde coeficientul 0,5
este obtinut pe cale empirica.

Prin urmare, valorile optime ale lungimii L elementului magnetic sub forma de segment de
microconductor trebuie sa fie in intervalul:

0,1 d/(d*/D?) <L<0,5 d/( d¥D?.

Datorita utilizarii segmentelor de microconductor, dimensiunile carora sunt determinate de formula
data, se asigura obtinerea amplitudinii optime a impulsului electromagnetic, indus in bobina de citire a
detectorului, si fluctuatia minima a fortei coercitive la remagnetizare.

Rezultatele experimentelor efectuate, care confirma justetea formulei date, sunt prezentate in
tabelele 1-4.

Actiunea suplimentara asupra amplitudinii impulsului de remagnetizare este produsa de catre starea
capetelor segmentului de microconductor. La taierea microconductorului in segmente prin metoda
taierii, forfecare sau prin alt procedeu analog, firul microconductorului se deformeaza, invelisul de
sticld la capetele segmentului se desprinde, caracterul deformatiei si aschiilor fiind neuniform de la
segment. Prezenta in invelisul de sticld la partile frontale ale segmentului a aschiilor sau a deformatiei
firului conduce la sporirea fluctuatiei fortei coercitive, sensibile la deformatiile mecanice, precum si la
diminuarea amplitudinii impulsului de remagnetizare.

Prin urmare, executarea segmentelor de microconductor cu partile frontale tratate termic si
rectificate conduce la inlaturarea dezavantajelor enumerate si la atingerea rezultatului prescris.

Realizarea procedeului revendicat asigura posibilitatea de confectionare a elementului magnetic,
care poseda caracteristici magnetice inalte — amplitudinea mare a impulsului si fluctuatia mica a fortei
coercitive, necesare pentru utilizarea eficientd in marcile de identificare.

Tratarea termica a partilor frontale ale segmentelor in intervalul indicat de depasire a temperaturilor
de cristalizare (necristalizare) a aliajelor, corespunde decurgerii procesului dat la valorile optime ale
temperaturilor necesare, intrucat, pe de o parte, cristalizarea aliajului la partile frontale ale segmentelor
se produce cu un grad inalt de fiabilitate, iar pe de parte — se asigura conditiile de formare a cristalelor
la adancimea prestabilita.

La tratarea termicd, efectuatd mai jos de temperatura de cristalizare (necristalizare), dimensiunea
domeniilor de blocare ocupd un volum necontrolat, legat de distributia energiilor intr-o structura
omogena.

La tratarea termica efectuata la temperaturi care depasesc valoarea superioara a intervalului indicat,
formarea cristalelor se produce la o adancime nereglabild in interiorul firului, ceea ce reduce cantitatea
materialului feromagnetic care participa la remagnetizare.

Mai mult decat att, tratarea termicd la confectionarea elementelor magnetice in intervalul de
temperaturi cu 20...100°C mai inalte decat temperatura de cristalizare (necristalizare) a aliajelor, reduce
probabilitatea distributiei energiei de formare a nucleelor de remagnetizare si fluctuatia fortei coercitive.

Efectuarea simultana prin procedeul propus a rectificarii si tratarii termice a partilor frontale ale
segmentelor de microconductor, rasucite in toroane, prin taierea cu ajutorul frezei de diamant, permite
de a concentra domeniile de blocare in stratul tratat la o addncime de cativa microni.

Formulele indicate prestabilesc legdtura dintre marimile fizice care determina realizarea procedeului
de confectionare a elementului magnetic, totodatd valorile numerice ale lor sunt conditionate pe
parametrii si caracteristicile microconductorului utilizat.
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Temperatura in zona de taiere este legatd de viteza si efortul unitar de taiere prin dependenta
stabilitd experimental: T=k-V 2.

Esenta inventiei se explica prin desenul din figura, care reprezintd vederea generald a elementului
magnetic sub forma de segment de microconductor in conformitate cu inventia data.

Segmentul de microconductor contine un fir 1 din material feromagnetic, acoperit cu un invelis de
sticla 2, parti frontale 3 si 4, avand o suprafatd slefuita neteda.

Conform inventiei, segmentele de microconductor se confectioneaza de o lungime, care asigura
atingerea marimii maxime a impulsului de remagnetizare, aceastd lungime este determinata de formula:

0,1 d/(d*/D?<L<0,5d/(d%/D?).

Exemplul 1

Un microconductor din aliaj, avand componenta FessB1sSiyy (at.%), a fost taiat in segmente cu
lungimea de 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm. Diametrul firului microconductorului era de la 10 pana la 12 pum,
iar diametrul total impreund cu invelisul de sticld — de la 18 pana la 20 um. Segmentele au fost
amplasate intr-un camp magnetic alternativ exterior cu intensitatea de 10 - Hc A/m.

in procesul realizarii experimentului s-au misurat amplitudinea impulsului de remagnetizare, V si
fluctuatia fortei coercitive He, %. Rezultatele experimentului sunt prezentate in tab. 1.

Lungimea optima a segmentului L, calculata conform formulei, trebuie sa fie de cel putin 3,3 mm si
cel mult 16,7 mm.

Dupa cum se vede din tabel, pentru obtinerea amplitudinii maxime a impulsului de remagnetizare si
a fluctuatiei fortei coercitive Hc segmentul trebuie sd aiba o lungime de la 3 pana la 17 mm. La
lungimea segmentelor mai mare de 17 mm amplitudinea impulsului se mareste putin, cu toate acestea
sporeste brusc fluctuatia He.

Exemplul 2

Un microconductor din aliaj, avand componenta Fe;sB5Siig (at.%), a fost tdiat in segmente cu
lungimea de 3, 5, 10, 20, 25, 30 mm. Diametrul firului microconductorului era de la 20 pana la 22 pum,
iar diametrul total impreund cu invelisul de sticld — de la 30 pand la 32 um. Segmentele au fost
amplasate intr-un camp magnetic alternativ exterior cu intensitatea de 10 - Hc A/m.

in procesul realizirii experimentului s-au misurat amplitudinea impulsului de remagnetizare, V si
fluctuatia fortei coercitive He, %. Rezultatele experimentului sunt prezentate in tab. 2.

Lungimea optima a segmentului L, calculata conform formulei, trebuie sa fie de cel putin 4,3 mm si
cel mult 20,0 mm.

Dupa cum se vede din tabel, pentru obtinerea amplitudinii maxime a impulsului de remagnetizare si
a fluctuatiei fortei coercitive He segmentul trebuie sa aiba o lungime de la 5 pana la 20 mm.

Exemplul 3

Un microconductor din aliaj, avand componenta CozgFesB1sSiig (at. %), a fost taiat in segmente cu
lungimea de 3, 5, 10, 20, 25, 30 mm. Diametrul firului microconductorului era de la 30 pana la 32 um,
iar diametrul total Tmpreund cu invelisul de sticla — de la 40 pana la 42 um. Segmentele au fost
amplasate intr-un camp magnetic alternativ exterior cu intensitatea de 10 - Hc A/m.

in procesul realizirii experimentului s-au mésurat amplitudinea impulsului de remagnetizare, V si
fluctuatia fortei coercitive Hc, %. Rezultatele experimentului sunt prezentate in tab. 3.

Lungimea optima a segmentului L, calculatd conform formulei, trebuie sa fie de cel putin 5,0 si cel
mult 25,0 mm.

Dupa cum se vede din tabel, pentru obtinerea amplitudinii maxime a impulsului de remagnetizare si
a fluctuatiei fortei coercitive Hc segmentul trebuie sa aiba o lungime de la 5 pana la 25 mm.

Exemplul 4

Un microconductor din aliaj, avand componenta CozgFesB;sSusg (at.%), a fost sectionat in segmente
cu lungimea de 3, 6, 10, 20, 30, 35 si 40 mm. Diametrul firului microconductorului era de la 40 pana la
42 pm, iar diametrul total impreuna cu invelisul de sticla — de la 50 pana la 52 pum. Segmentele au fost
amplasate intr-un camp magnetic alternativ exterior cu intensitatea de 10 - Hc A/m.

In procesul experimentului s-au masurat amplitudinea impulsului de remagnetizare, V si fluctuatia
fortei coercitive He, %. Rezultatele experimentului sunt prezentate in tab. 4.

Lungimea optimd a segmentului L, calculatd conform formulei, trebuie sa fie de cel putin 6 mm si
cel mult 30 mm.

Dupa cum se vede din tabel, pentru obtinerea amplitudinii maxime a impulsului de remagnetizare si
a fluctuatiei fortei coercitive He segmentul trebuie sa aiba o lungime de la 6 pana la 30 mm.

Esenta procedeului de confectionare a elementului magnetic sub forma de segment de
microconductor consta in urmatoarele.

Din topitura se toarna un microconductor, avand un fir din aliaj feromagnetic, acoperit cu un invelis
de sticla. Microconductorul se rasuceste in toroane, lungimea cérora variaza in intervalul de la 100
pani la 1000 mm, iar diametrul — de la 3 pan la 30 mm. In continuare toroanele se taie in segmente de
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lungimea necesard. in procesul tiierii se efectueazi tratarea termici si slefuirea partilor frontale ale
segmentelor.

Tratarea termica pentru aliajele cu microstructurda amorfa se efectueazd la o temperaturd cu
20...100°C mai inaltd decat temperatura de cristalizare. Tratarea termicd pentru aliajele cu
microstructurd amorfa cristalind si microcristalind se efectueaza la o temperaturd cu 20...100°C mai
inalta decat temperatura de recristalizare.

Parametrii regimurilor operatiei tehnologice, care consta in tdierea, tratarea termica si slefuirea
simultana a segmentelor de microconductor, se prescriu prin ecuatiile:

T=k -V- 2,

V=r -D;- N,

2=PIS,

unde

T — temperatura de incélzire a partilor frontale ale microconductorului la taiere, °C,

k — coeficientul de degajare a caldurii la taiere;

V - viteza de taiere, m/s;

> - efortul unitar de taiere, Pa;

D; — diametrul sculei aschietoare, m;

N — frecventa de rotire a sculei agchietoare, rot./s;

P — efortul depus la scula agchietoare, N;

S — suprafata de contact a sculei agchietoare cu toronul de microconductoare, m

Temperatura de incalzire a partilor frontale depinde de efortul depus la scula aschietoare si de viteza
de taiere, care se selecteaza experimental in functie de aliajele feromagnetice utilizate.

Forta de taiere este forta cu care scula agchietoare apasa pe toronul microconductorului la taiere, iar
viteza de taiere este viteza liniard de miscare a taisului sculei aschietoare.

in calitate de sculi aschietoare se utilizeazi o frezi de diamant.

in procesul de confectionare a segmentelor se efectueaza controlul permanent al calitatii partilor lor
frontale.

Segmentele de microconductor obtinute se utilizeaza in calitate de elemente magnetice pentru
marcile de identificare.

Exemplu de realizare concretd a procedeului. Un microconductor din aliaje cu structurd amorfa,
avand componentele:

1) C068F63,5cr3,5815si10 (at. %) Sl 2) Fe75Bl5Si10 (at. %), cu m a fost taiat in segmente cul | diametrul
conductorului de la 20 pana la 32 lungimea de 10 mm. Temperatura de cristalizare pentru aliajul
CoggFessCra sB1sSigg constituie 510°C, iar pentru aliajul FezsB15Siyo — 520°C.

Taierea s-a efectuat cu ajutorul frezelor de diamant, in care sunt utilizate pietre de diamant pentru

retezat (PDR) de tipul 2726-0143, marca A;  100/80 conform 'OCT 10110-87.

Forta si viteza de taiere au fost selectate astfel, ca temperatura partilor frontale ale segmentelor de
microconductor sa fie 1n limitele (360...680)°C.

Parametrii de aschiere au fost selectati cu urmatoarele valori:

viteza de taiere V =23 m/s, D; = 0,09 m, frecventa de rotire a frezei N = 80 rot./s; efortul unitar de
taiere X a fost mentinut in intervalul de la 16-10* Pa pani la 30-10* Pa, totodati efortul depus la freza, P,
constituia de la 0,8 pana la 1,6, iar suprafata de taiere — (5.. .6)-10'6 m?.

in tabelul 5 sunt prezentate rezultatele obtinute pentru microconductorul din aliajul
C068F63,5cr3,5815si10 (at. %)

Dupa cum se vede din tab. 5, pentru obtinerea amplitudinii maxime a impulsului de remagnetizare
si a fluctuatiei minime a fortei coercitive Hc parametrii optimi de tdiere sunt: viteza de taiere V = 23
m/s, efortul unitar de tiiere ¥ = (24...27)-10* Pa, totodata temperatura degajati la partile frontale ale
segmentelor constituie 540...610°C.

in tab. 6 sunt prezentate rezultatele obtinute pentru microconductorul din aliajul Fe;sB15Siyo (art.
%).

Dupa cum se vede din tab. 5, pentru obtinerea amplitudinii maxime a impulsului de remagnetizare
si a fluctuatiei minime a fortei coercitive Hc cu parametrii optimi de tdiere: viteza de tdiere V = 7,2 m/s,
efortul unitar de tiiere £ = (23...27):10* Pa, totodatd temperatura degajati la partile frontale ale
segmentelor constituie 540...610°C.

Astfel, exemplele prezentate confirma posibilitatea atingerii cu ajutorul elementelor magnetice,
obtinute prin procedeul propus, a valorilor nalte ale amplitudinii impulsului de remagnetizare si a
valorilor joase ale fluctuatiei fortei coercitive pentru anumite marimi T, V si X, legate prin ecuatia
propusa.
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Tabelul 1
Nr. Lungimea segmentului, L, | Amplitudinea impulsului, V Fluctuatia He, %
mm
1 3 0,2 4
2 5 0,5 4,5
3 10 0,6 4
4 15 1,0 5
5 20 14 9
6 25 1,3 14
Tabelul 2
Nr. Lungimea segmentului, L, | Amplitudinea impulsului, V Fluctuatia He, %
mm
1 3 1,2 14
2 5 2,1 58
3 10 3,6 7,1
4 20 58 55
5 25 9,5 6,6
6 30 11 19
Tabelul 3
Nr. Lungimea segmentului, L, Amplitudinea impulsului, V Fluctuatia He, %
mm
1 3 5 6
2 5 7 4,5
3 10 14 7
4 15 24 5
5 20 30 4
6 25 40 6
7 30 45 16
Tabelul 4
Nr. Lungimea segmentului, L, Amplitudinea impulsului, V Fluctuatia He, %
mm
1 5 7 7
2 6 9 6
3 10 27 6
4 20 33 5
5 30 40 6
6 35 48 14
7 40 51 17




MD 3786 G2 2008.12.31

9
Tabelul 5
Nr. Efortul unitar de Temperatura partilor Amplitudinea Fluctuatia He,
taiere, Pa frontale, °C impulsului, V %
1 16:10° 360 14 16
2 17-10° 385 13 15
3 18:10° 410 13 17
4 19-10° 430 12 15
5 20-107 450 13 14
6 21-10° 475 12 16
7 22-10° 500 13 16
8 23-107 520 15 13
9 24-10° 540 18 45
10 25-107 565 19 7
11 26-10° 590 18 5
12 27-10° 610 17 4
13 28-107 635 15 5
14 29-10° 655 14 4
15 30-107 680 14 5
Tabelul 6
Nr. Efortul unitar de Temperatura partilor Amplitudinea Fluctuatia He,
taiere, Pa frontale, °C impulsului, V %
1 16:10* 380 27 19
2 17-10° 395 29 18
3 18-10° 420 28 17
4 19-10° 450 29 15
5 20-107 460 27 16
6 21-107 485 28 17
7 22-10° 515 26 16
8 23-107 535 31 11
9 24-107 555 34 4
10 25-107 580 34 6
11 26-10° 605 36 4
12 27-10° 625 33 5
13 28-107 650 30 6
14 29-10° 680 28 5
15 30-107 695 27 7
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(57) Revendicari:

1. Element magnetic pentru marca de identificare, care constd din cel putin un segment

microconductor, format dintr-un fir din aliaj feromagnetic acoperit cu invelis de sticla, caracterizat
prin aceea ca segmentul microconductor este executat cu partile frontale tratate termic si slefuite, iar
lungimea lui L este determinata de relatia:
0,1dx 10%/(d*/D? < L <0,5d x 10/(d¥/D?),
unde:
d — diametrul firului microconductorului;
D — diametrul invelisului de sticla al microconductorului.

2. Element magnetic, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca aliajul feromagnetic
are o microstructura microcristaling, cristalind amorfa sau amorfa.

3. Procedeu de confectionare a elementului magnetic pentru marca de identificare, care consta
in turnarea din topiturd a microconductorului, format dintr-un fir din aliaj feromagnetic acoperit cu un
invelis de sticla, si taierea microconductorului in segmente, caracterizat prin aceea ca segmentele
obtinute se aduna intr-un toron, se fixeaza, apoi toronul se taie in segmente, concomitent partile frontale
ale acestor segmente se supun tratarii termice si slefuirii la o temperatura cu 20...100°C mai mare decat
temperatura de cristalizare pentru aliajele cu microstructurd amorfa si temperatura de recristalizare
pentru aliajele cu microstructurd microcristalind si cristalind amorf3; totodata taierea, tratarea termica si
slefuirea segmentelor microconductoarelor se efectueaza cu ajutorul unei scule agchietoare in procesul
unei operatii tehnologice, regimurile careia sunt stabilite de ecuatiile:

T=k-V-3;
V=n-D;:N;
2=P/S;
unde:

T — temperatura de incélzire a partilor frontale ale microconductorului la taiere;

k — coeficientul de degajare a caldurii la taiere;

V — viteza de tdiere;

2. — efortul unitar de taiere;

D; — diametrul sculei aschietoare;

N — frecventa de rotire a sculei aschietoare;

P — efortul depus la scula agchietoare;

S — suprafata de contact a sculei aschietoare cu toronul de microconductoare.

4. Procedeu, conform revendicarii 3, caracterizat prin aceea ca in calitate de scula agchietoare
se utilizeaza o freza de diamant.

5. Procedeu, conform revendicarii 3, caracterizat prin aceea ca toroanele microconductoarelor
sunt executate cu diametrul de 3...30 mm si lungimea de 100...1000 mm.

(56) Referinte bibliografice:
1.TOCT 10110-87. kpyru anmasnsie oTpe3nsie popmsl 1AIR

2. WO 02082475 Al 2002.10.17
3. US 6441737 B1 2002.08.27



MD 3786 G2 2008.12.31

11



	Date Bibliografice
	Rezumat
	Descriere
	Revendicări
	Referinţe bibliografice
	Figuri

